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 価電子準位については、図 2 に示した光電子分光法（PES）や光量子収量分光法
（PYS）により、精密な情報が得られる。特に、日本では使いやすい PYS 測定装置が
市販されており、有機半導体研究に広く利用されている。これに対して、これまで空







































なお、LEIPS についての学術的な解説は、論文 1)や総説 2)、本会誌 24 巻 3 号(2013




























































< 5 eV 電子











































































































はテレビの CRTなどに広く使われており、従来の IPES でも標準的なカソード材料で
ある。カソードから電子を取り出し、加速・収束するためには電子銃が必要である。






















nm、幅（分解能）が 20 nm 以より狭く、透過率は 50％以上欲しい。一方で、バック
グラウンドノイズを防ぐために、阻止域での透過率は 0.1％（ID4）以下、光検出に使
うホトマルの帯域内で他には透過領域がないことが必要である。そもそも 400  nm 以
下の短波長域で満足な性能を有するバンドパスフィルターが見当たらなかった。たと














図 5：CuPcの IPESスペクトル(バンドパスフィルターは 4.43 eV)。 
a) 最初に測定したスペクトルと b) 装置改良後のスペクトル。 














































cathode potential / V
a) 
圧 13.5と 15.5 Vの二つのピークがあるように見える。しかも、このピークの間隔が 2 
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